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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES — MESURE DES EMISSIONS
ELECTROMAGNETIQUES, 150 kHz A 1 GHz -

Partie 4: Mesure des émissions conduites —
Méthode par couplage direct 1 Q/150 Q

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverpem

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/colla StrQi avec [|'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées a antre [es organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions gues représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, (étan Copnités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent souS\la forme\de \eco i mternationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques tapp® gréés comme tels par les Comités
nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification interng omites nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans toute la mesure i iaternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et reglonales Toute dlvergenc 8 e \Je fa CEl et la norme nationale ou régionale

5) cOmme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand\ eri S a l'une de ses normes.

6) L’attention est attipé i ins\des ®léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet de droit S € droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne ie deNels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/636/FDIS 47A/647/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A fait partie intégrante de la présente norme.

Les annexes B, C, D et E sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS, 150 kHz TO 1 GHz -

Part 4: Measurement of conducted emissions —
1 Q/150 Q direct coupling method

FOREWORD

comprising
to promote

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commnssnon) is a worIdW|de organlzatlon fqr standa |zat|

entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte i } alt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and.no governmyg apizations liaising
with the |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborat
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determi
organizations.

4) In order to promote international unificatin IE Nationa Com |ttees undertake to apply IEC International

6) Attention is dra
of patent rights.

International Sta as been prepared by subcommittee 47A: Integrated

The text of th ' d on the following documents:
FDIS Report on voting
47A/636/FDIS 47A/647/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C, D and E are for information only.
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La CEIl 61967 se compose des parties suivantes, sous le titre général Circuits intégrés —
Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz:

Partie 1: Conditions générales et définitions

Partie 2: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de la cellule TEM 1

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de scrutation surfacique 1

Partie 4: Mesure des émissions conduites — Méthode par couplage direct 1Q/150Q

Partie 5: Mesure des émissions conduites — Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail 2

Partie 6: Mesure des émissions conduites — Méthode de la sonde magnétigu

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2008. A(cette date, selon

décision préalable du comité, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum de juin 2017 a été pris en cet exemplaire.

O

1 A I'étude

2 A publier
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IEC 61967 consists of the following parts, under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: Measurement of radiated emissions — TEM-cell method 1

Part 3: Measurement of radiated emissions — Surface scan method 1

Part 4: Measurement of conducted emissions — 1 Q/150 Q direct coupling method

Part 5: Measurement of conducted emissions — Workbench Faraday cage method 2

Part 6: Measurement of conducted emissions — Magnetic probe method 2

The committee has decided that the contents of this publication ged until

2008. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of J 201 ded/in this copy.

O

1 Under consideration

2 To be published



